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■ Analysis Range : S16‾U92

■ Coating Thicknes Test : 0‾30㎛, 9Layer



1. 3 

ED-XRF ROHS 성분분석기 +
Coating Thickness Catalog
Table of Contents

4p.  NDA-200XRF + Coating   NDA-200XRF

6p.  Nau-710H XRF성분분석기  NaU-710H SRF

8p.  안전하고 우수한 하드웨어 구성  Hardware

9p.  뛰어난 RoHS 측정 환경 구성  Measurement of RoHS

10p. 데이터 및 보고서 출력과 EU 인증의 표준시료 기본제공

12p. 편리한 RoHS & WEEE 소프트웨어 V 7.0.0  RoHS & WEEE Software V 7.0.0

15p. 제품, 부품, 전자부품, 납땜과 보조재료의 검사법 소개  Verification Method

16p. ED-XRF (Energy Dispersive X-ray Fluorescence Spectrometer)측정/작동 원리

18p. RoHS 규제와 WEEE 법규  RoHS's Regulations and WEEE's laws

19p. 원소주기율표  the Periodic Law of the Elements Table

깔끔한 인터페이스화면

편리한 도구 아이콘

 Simple Interface 

the Principle of ED-XRF (Energy Dispersive X-ray Fluorescence Spectrometer) 

Output of Data & Report / EU Certification

Easy Icon 



4 

NDA-200 XRF
성분분석기�

= 
RoHS

도금두께�

다원소 분석�

할로겐 FREE 완벽대응�

+ 

+ 

+ 
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NDA-200 XRF

•

•

•

•

•

•

•

특징

특징

Advantagese of NDA-200 XRF 

NDA-200 XRF Functions of  
▶ 모델 NDA-200 XRF

�기능 �내용

원소분석범위

검출한계

분석시간

검출기 분해능

본체 크기

시료실 크기

시료종류

분광기 지름

검출기 종류

도금두께 측정

영상장치 컬러

프로그램

무게

원소(S16‾U92)76개 원소 동시분석

Cd/Cr/Hg/Br-2ppm이하, Pb-5ppm이하

100‾200초(플라스틱 100초, 금속 200초)

155eV(Si-Pin전자쿨링)

900(W) x 500(D) x 440(H) mm

430(W) x 380(D) x 120(H) mm

고체, 액체, 분말

Φ0.5mm, Φ1.0mm, Φ3.0mm, 4mm x 4mm(자동선택) 

Si-Pin Diode Semiconducto

0‾30㎛ 다층 도금 측정 가능(최대 9층)

500만 화소 CCD 영상장치

Full Elements, 도금 두께 측정, EXCEL/PDF 파일 및 성적서 파일

약 45kg

X-Y축 미세조절 가능한 자동스테이지 내장 

미국 Amptek사의 고정밀 검출기(분해능:149eV)

분석시간 : 100‾200초(플라스틱 100초, 금속200초)

검출기 종류 : Si-Pin semiconductor

고 전압기 장착으로 X-ray분석의 안정성 확보

카메라 위치 결정 시스템(500만 픽셀)

분말, 액체, 고체의 다양한 측정

•

•

•

•

•

•

자동 다층 8필터 전환 시스템

보고서 출력(EXCEL, PDF)가능

기업의 통계학적 요구와 양식 변경 가능

안전한 조작을 위한 방사선 3중 자동차단 기능

6가 크롬, 다 원소분석, 도금두께 측정(0‾3㎛/9Layer)

다국어 언어지원(영어, 한글, 중국어)
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사양 Functions of NaU-710H XRF

기능 내용

원소분석범위

검출한계

분석시간

검출기 분해능

시료실 크기

시료종류

검출기 종류

영상장치 컬러

프로그램

Na11 ~ U92  분석 (경원소 분석 가능)

Cd/Cr/Hg/Br-2ppm이하, Pb-5ppm이하

300~400초(플라스틱 300초, 금속 400초)

149eV(Si-Pin전자쿨링)

300(W) x 300(D) x 100(H) mm

고체, 액체, 분말

Si-Pin diode semiconducto

500만 화소 CCD 영상장치

Full Elements, 도금 두께 측정, EXCEL/PDF 파일 및 성적서 파일

NaU-710H XRF
성분분석기
다원소 분석 & 유해 물질 분석 전용 분석기

▶ 모델 NaU-710H XRF

VACUUM
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안전하고 우수한 하드웨어 구성�
Hardware

넓은 시료실과 X-Y스테이지�
• 시료실 : 넓은 시료실 구성 <430(L)×380(W)×120(H)>

X-Y스테이지 : X-Y 전자동 스테이지 내장

수동 조절 가능한 플랫폼 내장

테스트 필름의 교체 : 상부와 하부 링 분리 뒤, 테스트 필름의

교체 설치 용이

•

• � 

NDA-200 XRF / NaU-710H XRF 성분분석기

430mm

380mm

25.6 speaking time
P/B Rario : 6200/1

energy(keV)

5.9(keV)
55Fe

149 eV FWHM

120mm

counts

자동 3중 안전 차단 장치
• 안전차단 장치 : 방사능 자동 3중 안전 차단 장치

(필름, 센서, 미로형 블럭 구조)

경고등 : 방사능 유출이나 기기 이상시 경고음과 경고 등이 점멸•

고 전압 공급기 장착
• 고 전압기 장착으로 X-ray 분석기 안정성 확보

국제인증 : ISO 9001-2000인증, CE마크

입력전압 : +23Vdc+_10%, 4.0A Maximum

출력전압 : 0‾50kV(0‾2mA)

최대전력 : 50W

안전도 : 0.05%/8h 

•

•

•

고 분해능 검출기 장착
•

•

미국 NASA가 인증한 Amptek사의 검출기 장착

고 정밀도 분해능 149eV 측정가능

카드늄과 납 검출 기능이 향상된 검출기

Si-Pin 전자 쿨링
•

•

•
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뛰어난 RoHS 측정 환경 구성  
Measurement of RoHS

폭넓은 원소 측정 범위� �

원소분석범위

시료재질 범위

RoHS 분석 측정 환경 설정 기능

다양한 자료 분석 프로그램 제공

• RoHS원소의 사용자 정의 색상설정

RoHS원소의 검출한계 설정

각 원소의 RoHS 측정 환경 설정(NDA-200 /NaU-710H)

Cd/Cr/Hg/Br/Pb 가이드 라인 표기 (Ka, Kb, La Lb) 

•

•

•

범위� 내용�

• 원소(S16‾U92)76개 원소 동시분석�
Na11‾U92경언소 & 다원소분석 (Nau-710H)

경험 정성 분석법(Experience coefficient method)�
정량 분석법(Basic Parameter method)
정성 분석법(coefficient method)

PVC, Cr 독립 분석

Certificate of CQPA(품질 프로세스 분석)
미국품질협회(Amerian Society for Quality, ASQ)
Member of CQPA association
High tech enterprise certification(CHN)

•

분말,액체, 고체
NDA-200 : RoHS, 다원소분석, 도금두께
Nau-710H : RoHS, 다원소분석, 도금두께
            경웡소분석

•

•

•

•
•

NDA-200 XRF / NaU-710H XRF 성분분석기

다양한 분석 방식

독립 분석 기능

기업면허 및 자격

•

•

•

•

•
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데이터 및 보고서 출력과 EU 인증의 표준시료 기본제공�
Output of Data&Report / EU Certif cation

우수한 CCD카메라 기능�
• 500만 픽셀

800×600 window

32비트 투루칼라

카메라 위치 결정(십자선)기능

화상 캡쳐 기능(JPEG 파일로 저장)

카메라 세부 설정 기능

•

•

•

•

•

보고서 PDF출력 기능�
• 측정 완료후 보고서 창 자동실행

측정 데이터의 임의 수정이 불가능 하기 때문에 자료의 정확성과

품질의 통제성 확보

PDF파일로 저장 기능

프린트 미리보기 기능

사용자 지정 양식 설정 기능

•

•

•

•

EU인증의 검량선용 표준 시료 제공�
• EU인증서 제공 : EC681K, EC680K 표준시료 인증서

표준시료 데이타 : 검량선용 표준시료 데이타 제공

(Metal, PE, PVC)

•

NDA-200 XRF / NaU-710H XRF성분분석기 



 SIMPLE
INTERFACE

and
EASY ICON

편리한 RoHS&WEEE
소프트웨어 V 7.0.0 제공
RoHS&WEEE Software V 7.0.0

깔끔한

인터페이스

화면

편리한

도구

아이콘



RoHS&WEE 소프트웨어 V 7.0.0
RoHS&WEEE & Coating Thickness  Software V 7.0.0

• 깔끔한 인터페이스 화면�

• 편리한 도구 아이콘�

도구 아이콘을 클릭하면 다음 기능들을 수행하실 수 있습니다.�

A.시스템 초기화� 카메라�(Initialize)

B.보정�

유해원소 정의

캘리브레이션

측정

(Gain Adjust)

C. (RoHS define)

D. (Calibrate)

E. (Measure)

F.C

측정 결과 조회 

시스템 해제

소프트웨어 정보

CD� (Camera)

G. (Query)

H. (Unlock)

I. (About info)

A B C D E F G H I 
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A.시스템 초기화(Initialize)
아이콘을 클릭하면 초기화 화면이 나타나

며 측정하기전에 기초환경 설정이 가능합

니다.

D.캘리브레이션(Calibrate)
아이콘을 클릭하면 측정결과와 메인화면에

서 선택한 원재료의 곡선이 대화 상자 오른

편에 나타납니다. 이 창에서 표준샘플테스

트, 표준샘플리딩-인, 표준샘플 추가/삭제, 

측정데이터 재설정/삭제, 화면보기 변경을 

할 수 있습니다.

E.측정(Measure)
아이콘을 클릭하면 선택한 원소의 측정 방

법으로 시료를 측정합니다.

B.보정(Gain Adjust)
순은 샘플을 넣고 아이콘을 클릭하여 시행

하면 최고점은 이동됩니다.

C.유해원소 정의(RoHS define)
아이콘을 클릭하면 원소 주기율표가 나타납

니다. 주기율표에서 원소를 클릭하면 상응

하는 정보가 보여지며 다른 조건이나 RoHS

를 확장하여 유해원소를 정의할 수도 있습

니다.

RoHS & WEEE 소프트웨어 V 7.0.0
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F.CCD카메라(Camera)
아이콘을 클릭하면 CCD카메라 대화상자

가 보이게 됩니다. 화면 캡쳐(JPEG) 기능

과 측정 지점을 십자선 타겟으로 볼 수 있

습니다.

G.측정 결과 조회(Query)
과거에 측정한 리포트를 불러 올 수 있으며, 

엑셀과 PDF 형식으로 변환이 가능합니다.

H.시스템 해제(Unlock)
아이콘을 클릭하면 시스템을 해제 할 수 있

습니다.

I.소프트웨어 정보
(About info)
아이콘을 클릭하면 이 소프트웨어의 자세

한 정보를 볼 수 있습니다.

RoHS & WEEE 소프트웨어 V 7.0.0
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제품, 부품, 전자부품, 납땜과 보조재료의 검사법 소개�
Verif cation Method

• 검사될 표본은 단일 또는 균일 물질이어야 한다. 검사할 표본
은 금속과 플라스틱의 혼합물일 수 있다. 테스트 전에 모든 부분
을 균일 물질 형태로 분해한다.

• PCB판에 주석 납땜을 테스트 할 때 PCB가 검사되지 않게 한
다. 가장 효과적인 방법은 납땜을 제거하거나 납땜의 원재료를 직
접 테스트 하는 것이다. PCB(플라스틱 기판)를 테스트 할 때 여러
가장자리를 겹쳐 구간만을 검사한다.

• 에너지 분산 이론과 UDX-300S의 특질 때문에 철, 스텐레스
스틸, 구리, 구리아연, 합금을 하나의 형태 금속으로 통합 할 수
있다. 구리 합금이 테스트 될 때 먼저 금속으로 분류한다. 만약
납 테스트 결과가 1000ppm을 넘고 구리와 아연이 주 성분이면
구리 합금 제외 테트트로 분류되어야 한다.

• 테스트 표본의 분류를 고려해 금속과 플라스틱은 시각적으로
구분 할 수 있다. 단지, 몇 몇 특별한 재료만 material 재료로 분
류된다. 

• 테스트 될 표본을 일정한 형태로 해서 위치시킨다. 긴 막대 형
태는 수직이 아니고 수평으로 위치 시킨다. 작은 크기의 것은 여
러개를 함께 위치 시킨다. 필름 형태의 것은 접어서 위치시킨다.

• 전선 검사는 전선 피복, 구리선, 주석 첨단을 나눈다.

• 금속 물질에 코팅이 되어 있을 때 코팅과 코팅 아래의 재료도
테스트 된다. 대개 광선은 30uM 두께를 통과 할 수 있다.

• 전등 핀에 주석이 입혀져 있으면 전등핀은 주석 납땜 카테고
리에 들어간다.

XRF검사전 시료의 조건 점검

DA-200 XRF / NaU-710H XRF성분분석기

▶ 전형적인 matal의 스펙트럼� ▶ 스텐레스 스틸 스펙트럼�

▶ 전형적인 플라스틱 스펙트럼�

▶ 구리 합금 표본 스펙트럼�

▶ 알루미늄-마그네슘 물질 표본 스펙트럼�

▶ 고 브롬화 플라스틱 표본 스펙트럼�

※ 플라스틱과 알루미늄 마그네슘 표본은 스펙트럼으로 구분하기 힘드나 눈으로 쉽게 구분된다.

•  •  • • •  • • • •  • •  • • • •
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ED-XRF (Energy Dispersive X-ray Fluorescence
spectrometer)측정 원리
the Principle of ED-XRF (Energy Dispersive X-ray Fluorescence Spectrometer)

ED-XRF의 측정 원리

X선 발생장치에서 발생된 강력한 X선 (1차 XTJS)을 물질

에 조사하면 X선과 물질간에 여러가지 상화작용이 발생

하는데, 그중 한 작용인 형광 X선이라고 부르는 2차 X선

이 발생된다.

이형광 X선은 1차 X선에 의하여 원소의 내부 전자가 외

부 껍질로 나간 다음 보다 높은 에너지를 갖는 전자가 남 

아 있는 전자 껍질로 전이 할때 발생하며 이것을 특성 X

선 혹은 고유 X선이라 불리며, 이 형광 X선은 각 원소에

따라 고유의 파장을 가지고 있다.

형광 X선 분석법은 특성 X선의 파장 및 에너지 세기를

측정하여 기체를 제외한 물질 중의 원소를 분석하는 방

법이다.

NDA-200 XRF / NaU-710H XRF 성분분석기

X-ray 튜브에 의한 조사
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ED-XRF (Energy Dispersive X-ray Fluorescence
spectrometer)작동 원리�

the Principle of ED-XRF (Energy Dispersive X-ray Fluorescence Spectrometer)

XRF 작동 원리

XRF의 특성

1. 시료에 1차 X선을 조사하여 발생하는 형광 X선을 분광

2. 분광된 강동를 검출기로 측정하여 DATA를 PC를 통해 분석

1. 유기물과 무기물에 대한 원소의 정성 및 정량 분석 가능

2. 시료를 용액으로 처리하지 않고서도 비 파괴 분석 가능

3. 금속, 석유, 고분자 화합물, 유리/요업 재료, 도금충 분석 가능

•

NDA-200- XRF / NaU-710H XRF 성분 분석기

샘플�

분광기�

정밀필터

X선 관

고전압 공급기�

PC

메인
증폭기�

검출기�

XRF의 장점

1. 금속 또는 분말 시료의 경우 비파괴 분석이 용이하고 신속함

2. 한번 숙발이 되면 미숙련자일지라도 운용 가능

3. 유도 결합 플라즈마 분석법에 비하여 분석 비용이 저렴함
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RoHS 규제와 WEEE법규
RoHS’s Regulations and WEEE’s laws

RoHS?

전기전자 제품에 포함된 유해 물질로 인

한 폐전기전자 제품의 재활용의 저해 및

환경오염의 발생을 방지하기 위하여 전기

전자 제품내에 6대 유해물질의 함유를 제

한하는 지침으로 EU 시장에서 생산, 판

매, 수입되는 WEEE(폐전기전자제품 처

리 지침)의 적용 품목 중 8개 품목군과 백

열등 및 가정용 조명 등이 대상 품목이다.

또한, EU시장에 판매, 유통되는 제품을 생

산하는 자는 2006년 7월1일 부터 시장에

새롭게 출시되는 전기 전자 제품에 납, 수

은, 가드뮴, 6가 크롬, PBBs, PBDEs가

포함되지 않도록 해야 함이 그 규제 내

용이다 

RoHS

• EU RoHS 규제

RoHS 6개 규제 물질의 용도•

표준 100ppm�

카드늄(Cd)

납(Pb)

수은(Hg)

브롬(PBB&PBDE)

6가 크롬(Cr+6)�

100ppm

1,000ppm

1,000ppm

1,000ppm

1,000ppm

•
•
•
•

플라스틱 및 고무 안정제
금속표면 보호 및 광택
도금시 내식성 증가
안료

•
•
•
•

PVC 안정제
플라스택, 세라믹과 유리의 염료
니켈-카드뮴 배터리
Relay, Switch

•
•
•
•

부품접합 솔더
CRT의 gamma 및 X-ray 보호제
케이블 피복, 튜브, 사출 제품
세라믹, 활자금속, 베어링, 배터리

•
•
•
•

연압땜성 우수
주출 가공 용이
사출물 내식성 증가
안료

•
•
•

발광효율 우수
전력효율 우수
의약용, 소독, 살균

•
•
•

내식성 및 내열성 증가
전기저항 이용한 전열기
도색 및 안료의 부식방지

• 난연재

원소

카드늄(Cd)

납(Pb)

수은(Hg)

브롬(PBB&PBDE)

6가 크롬(Cr+6)�

•
•
•

수은전지, 램프
Relay, MicroSwitch
치과용 아밀감, 방부제

•
•
•

플라스틱 난연재
코딩 및 도료의 난연제
각종 플리머, 기타 첨가제

•

•

배터리, 스테인레스 용접, 합금주물, 비
철합금, Screw 등 금속도금
페인트 및 안료, 고무, 시멘트, 토너

원소 사용목적 사용분야
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원소주기율표
the Periodic Law of the Elements™  Table
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